TEST — QUALITAT

Warngerate in Testsystemen

Vor Handystrahlung
wird gewarnt

Telefone senden bisweilen mit hoher Leistung. Diese Abstrahlleistung kann bei Testsystemen mit Testadaptern dazu
fiihren, dass hohe Energien eingekoppelt werden, die dann auch zur Zerstérung von Halbleitern fiihren konnen. Deshalb
gibt es in einigen Fertigungen bereits Handyverbote, richtig liberwacht werden diese allerdings nicht. Digitaltest hat
deshalb seit kurzem ein Warngerat in seine Testsysteme integriert.

Die seit kurzem in Testsystemen von Digi-
taltest verfiigbaren Warngerate weisen
auf hohe Strahlungswerte bei Telefonen
hin, halten laufende Priifprogramme mit
einer Warnmeldung an und beugen somit
Schaden an Halbleitern vor.

Kritisch sind nicht nur die wirklichen Scha-
den, die dann als Defekt auch erkannt wer-
den, sondern ebenso Vorschadigungen, die
im Feld zu Friihausfallen fiihren kénnen.
Es wird viel Geld fiir ESD-SchutzmaRnah-
men ausgegeben, aber fiir den Bereich
EMV in der Fertigung ist bislang nicht viel
realisiert worden.

Am Beispiel eines getakteten Schaltreglers
soll die Problematik von Einstrahlungen
und deren Auswirkungen beim Test ver-
deutlicht werden: Er besteht aus einem
Main Controller und Treiberbausteinen
(ISL6612) (Bild 1). Der Schaltregler dient zur
Erzeugung der CPU-Spannung. Die Span-
nung wird aus drei Phasen erzeugt. Uber
die VID-Eingangssignale wird die Aus-
gangsspannung eingestellt. Gemessen
wird an jeder Phase die Schaltfrequenz und
das Puls-Pause-Verhaltnis. Am Ausgang
wird die Hohe der Spannung ermittelt.
Die Frequenzmessungen (Puls-Pause,
Schaltfrequenz) erfolgen tiber Nadeln, die
mittels Relais zur Frequenzmessung um-
geschaltet werden (Bild 2). Nadeln, die
beim aktiven Test stéren, werden liber Re-
lais von den Messkandlen getrennt.

Einstrahlungen an den Ausgangspins
Den Defekt zeigte nur der L-Gate-Ausgangs-
pin. Am U-Gate befanden sich keine Na-
deln. Der Eingangswiderstand dieses Pins
lag bei defekten Bausteinen fast bei 0 Ohm
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Bild 1: Getaktete Schaltregler aus Main Cont-
roller und Treiberbausteinen
(Alle Bilder: Digitaltest)
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Bild 2: Adapteraufbau

und lieferte keine Ausgangssignale mehr.
Es bestand der Verdacht, dass ein ESD-
Impuls diesen Pin zerstort. Das Entfernen
der Nadel brachte keine Besserung.

Einstrahlungen an Eingangspins

Die Herstelleranalyse zeigte, dass der Aus-
gangstreiber am L-Gate durch thermische
Uberlastung zerstort wurde. Die thermi-
sche Uberlastung konnte nur durch eine
hochfrequente Einstrahlung liber langeren

Zeitraum am PWM-Pin zustande kommen.
Schaltfrequenzen >2 MHz fiihren dazu
(laut Spezifikation). Als Strahlungsquellen
>2 MHz kamen nach genauer Analyse nur
DECT-Telefone und Handys infrage. Die
Einstrahlung erfolgt liber den Draht zwi-
schen Nadel und Relais.

Es ergibt sich ein Ersatzschaltbild mit ei-
nem DECT-Frequenzbereich um 1900 MHz
und 9,65 mW typischer Sendeleistung. Fiir
Mobiltelefone fiir D1 und D2 bei 900 MHz
gilt eine Sendeleistung von 2 W und fiir E1
und O, bei 1800 MHz eine Sendeleistung
von 1W. Die Mobiltelefone kénnen jeder-
zeit senden (Cell-Broadcast, Statusmeldun-
gen, Einbuchen, etc.), DECT-Mobilteile nur
bei einem Gesprach.

Die Versuche zeigten, dass mit D1-Handys
das Problem nachgestellt werden konnte.
Innerhalb der betreffenden Fertigungshal-
le senden Handys mit anndhernder Maxi-
malleistung aufgrund von Metalldach und
Metallwanden. Die Drahtlange entspricht
in etwa der theoretisch errechneten
Antennenldnge(x/4 Antenne bei 900 MHz:
8,3 cm (x=c/f)). Mit Mobiltelefonen inner-
halb eines Radius von ca. 75 cm um den
Tester konnten relevante Einstrahlungen
gemessen werden. Diese Einstrahlung al-
leine fiihrt aber noch nicht zur Baustein-
zerstorung. Hinzu kam, dass sich die ge-
druckte Leitung an einem Treiberbaustein
als Schwingkreis fiir diese Frequenz zeig-
te.
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